
◆ 弊社のSemitron™シリーズはデバイス搬送や検査において利用

使

用

されるパーツの

用

　素材です。
半導体や電子製品等の製造プロセスにおける下記の要求にお応えします。

●高い寸法安定性

●優れた除電性能
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表面抵抗値(Q)
参考試験規格： ANSI/ESD STM 11.11 
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◆ 
Semitron™ ESd PEEK-CNT 
Semitron™ ESd POM-CNT 

●優れた放電特性

Sem itron™ ESd PEEK-CNT 
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Sem itron™ ESd POM-CNT 
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線膨張係数 (-40~150°C)

参考試験規格： ASTM E831 

吸水率（23°c水中 24 時間含侵）

参考試験規格： ASTM D570 
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●低発塵
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Semitron™ ESd HPV PEEK 

●高強

度

・高弾性

●低吸水・低線膨張

● 帯電防止性能(106 0-108 0)
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CNT* 

POM-CNT ESd225 PCM-C 

2
 

Sem itron™ ESd HPV PEEK 
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*Sem itron™ ESd PEEK-CNT は吸水デー タなし

＊線膨張係数 (-30~30
°C)にて測定

本デー タの測定値は参考値となります。

保証値ではありません。

ご使用いただく前に十分に確認の上、

ご検討お願いいたします。




